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电子元器件来料检测，低温试验标准

我们按照GJB 1032《电子产品环境应力筛选》 标准要求的典型的随机振动谱(见图2. 3. 3) 算得

其加速度均方根值为7. 2g， 取为7g； 设持续时间为5min， 查表2-3-5得筛选度为0. 478、 故障率为

7. 692次/小时。 同样设扫频正弦振动的加速度为7g、 持续时间为5min， 查表2-3-4可得筛选度为

0. 0193、 故障率为0. 2339次/小时。 两种振动应力的故障率相差甚大， 随机振动是扫频振动的33

倍！ 几种应力的筛选度和故障率的对比见表2-3-6。

表2-3-6 筛选应力效果对比

项 目 恒温45℃ 恒温105℃ 交变80℃

5℃/min

交变80℃

20℃/min

扫频 7g

5min

随机 rms7g

5/min



SS 0. 8761 0. 9912 中等 高 0. 0193 0. 478

λ D (1/h) 0. 0104 0. 0237 0. 2020 0. 7212 0. 2339 70. 692

H/次故障 100 42 5 2 40. 3 0. 13(70. 8min)

影响寿命 较大 较大 基本不影响 不影响 不影响 不影响

试验设备造价 低 低 较低 较高 低 较高

当然， 只有随机振动控制设备和与之配套的电磁振动台才能提供随机振动应力， 其设备价格要

比扫频振动台昂贵， 但是为了提高筛选效率， *大限度地消除早期故障， 这个投入还是合算的。

3. 6. 3 结论

a) 经典的老炼工艺与常规的恒温筛选对暴露产品的缺陷有一定的作用， 但其筛选度和故障率

数值很小， 效率十分低， 需要用相当长的时间才能达到消除早期失效(缺陷) 的效果， 因而可能会影

响产品的使用寿命， 有必要改用定量环境应力筛选方法。

b) 如果采用常温考机的办法作为产品出厂的依据， 在几百小时内暴露不了 一个缺陷， 也说明

不了产品的可靠性有什么样的水平， 此法意义不大。

c) 定量环境应力筛选， 需要采用温度循环应力， 其效率已比恒定高温老炼筛选大为提高； 就

温度循环筛选而言， 提高温变速率又是进一步提高筛选效率、 减少筛选对产品使用寿命影响的**

方法， 我们要为此项筛选创造条件。

d) 定量环境应力筛选， 需要采用振动应力， 其中又可以采用扫频正弦振动或随机振动方式，

但从筛选效率对比可知， 随机振动方式是**的应力。 为了 提高筛选效率、 减少振动应力筛选对产

品结构件寿命的影响， 应创造条件采用随机振动方式。

4. 环境应力筛选方案设计

4. 1 设计原则

环境应力筛选试验方案的设计原则是： 使筛选应力能激发出由于潜在设计缺陷、 制造缺陷、 元

器件缺陷引起的故障； 所施加的应力不必模拟产品规定的寿命剖面、 任务剖面、 环境剖面； 在试验

中， 应模拟设计规定的各种工作模式。

根据条件和是否必要来确定常规筛选或是定量筛选； 根据不同阶段和产品的特征制订筛选方

案。



4. 1. 1 研制阶段的筛选

研制阶段一般按照经验得到的筛选方法进行常规筛选. ， 其主要作用是： 一方面用于收集产品

中可能存在的缺陷类型、 数量及筛选方法效果等信息； 另一方面， 在可靠性增长和工程研制试验前

进行了常规试验， 可节省试验时间和资金； 同时利于设计成熟快捷的研制试验方法。

研制阶段的常规筛选要为生产阶段的定量筛选收集数据， 为定量筛选作准备, 设计定量筛选的

大纲。

4. 1. 2 生产阶段的筛选

生产阶段的筛选主要是实施研制阶段设计的定量筛选大纲； 并通过记录缺陷析出量和设计估计

值的比较， 提出调整筛选和制造工艺的措施； 参考结构和成熟度相似产品的定量筛选经验数据， 完

善或重新制订定量筛选大纲。 这些经验数据主要有：

故障率高的元器件和组件型号； 故障率高的产品供货方； 元器件接收检验、 测试和筛选的数

据； 以往筛选和测试的记录； 可靠性增长试验记录； 其它试验记录。
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